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Mechanika i budowa maszyn - studia Il stopnia 1/2
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Miejsce przedmiotu w programie studiow:

Przedmiot nalezy do grupy przedmiotéw obieralnych specjalnosci Diagnostyka maszyn i systemy
pomiarowe na studiach stacjonarnych Il stopnia

Zalozenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie sie z pomiarami struktury geometrycznymi powierzchni w skali nano. Poznanie
me-tod pomiaru nano struktury powierzchni, ze szczegdinym uwzglednieniem metod mikroskopii
sit atomowych (AFM ang. atomic-force microscope) oraz metod optycznych, interferometrii
prze-suniecia fazy (PSI ang. phase - shifting interferometry) i interferometrii skanowania
pionowego (VS| ang. vertical scanning interferometry). Zaznajomienie sie z praktycznymi
mozliwosciami wykorzystania nanometrolgii w budowie maszyn jaki i w innych dziedzinach nauki
(biologia, medycyna, archeologia, elektronika). Poznanie przyktadow systemoéw
mikro-elektromechanicznych (MEMS) ? technologii wytwarzania nanourzgdzen mechanicznych
opar-tych gtéwnie na krzemie.

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):
Przedmiot Nanometrologia dotyczy fragmentu dziedziny nazywanej Nanotechnologig. Wedtug
definicji A. Franksa (1987) ? Nanotechnologia wigze sie z wytwarzaniem elementow o rozmiarach
lub tolerancji wymiarow w przedziale 0,1 - 100 nm. Dlatego Nanometrologia zajmuje sie
pomiarami struktur geometrycznych powierzchni w skali nano. Przedmiot zapoznaje studenta z
metodykg pomiaru w skali nano, sprzetem pomiarowym oraz z przyktadami zastosowania
nanopomiaréw zaréwno od strony teoretycznej jaki i laboratoryjnej.

Przedmioty wprowadzajace i wymagane wiadomosci wstepne:
Wiadomosci z zakresu podstaw fizyki, podstaw metrologii, metrologii technicznej

Forma zajeé¢ i metody dydaktyczne:

Wyktad ilustrowany prezentacjami multimedialnymi, opisem poszczegdlnych tematdéw bedgcych
celem i istotg przedmiotu a szczegdlnie wstepem do zaje¢ laboratoryjnych.

Laboratoria prowadzone jako zajecia umozliwiajgce poznanie przyrzgdéw wykorzystywanych w
nanopomiarach (mikroskop sit atomowych, optyczny mikroskop interferencyjny). Cwiczenia
praktyczne wykorzystania do pomiaréw struktur geometrycznych powierzchni w skali nano
metod: Tapping (pomiar bezkontaktowy), LFM (sit poprzecznych), MFM (modulaciji sity) oraz PSI
i VSI.
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Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
Zaliczenie zaje¢ laboratoryjnych.
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